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概  要 

 

BL7U：アンジュレータ光源からの輝度の高い真空紫外／軟 X線を用いた高エネル

ギー分解能の吸収分光(XAFS)および内殻準位・価電子帯の光電子分光(XPS)を

行い、物質の化学結合状態・電子状態を詳細に分析する。高分解能の静電半球型

光電子分光装置と 2次元位置検出器を備え、光電子分光スペクトルの角度依存性

（角度分解光電子分光）を高効率に測定することができる。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

全電子収量、オージェ電子収量、蛍光収量の同時測定が可能であり、最表面と少し

内部の化学状態の同時分析は他の手法ではできない。XPS と XAFS の組合せによ

り、より詳細な化学結合状態分析が可能である。アンジュレータ光源からの真空紫

外／軟 X線を用いることにより高感度かつ高速測定が実現できる。 

本技術の 

有用性 

リチウム、炭素、窒素、酸素、等の軽元素の化学状態、配向等の分析が可能であ

る。これら軽元素を用いた材料、部品の開発に有効である。例えば、リチウム電池

の電極評価、グラフェン等の炭素材料開発、窒化処理等の分析・評価に有効。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

HOPGから得られたC K-edgeXANESスペクトル
のX線入射角度依存性
HOPG*:High Oriented Pyrolytic Graphite

σ＊
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適用可能製品 
リチウムイオン電池、スーパーキャパシター、低摩擦材量、 

軽量ボディー材料（航空機、自動車） 
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